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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES
UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
Sixiéme partie: Spécification particuliére-cadre:
Réseaux de résistances fixes, mesurables individuellement, de différentes
valeurs de résistance ou de dissipation nominale

Niveau d’assurance E

PREAMBULE

r des Comités
la plus grande

Comités natio-

omités natiqnaux adoptent
les conditions nationales le
onal& correspondante doit, dans la

ensateurs et
1

ni1979. Ala
fui i unj ; j isé, document 40(Bureau Central)S11, flut soumis a
[ i i i 1.
document 40(Bureau Central)559, furent|soumises a

Tapprobati want la Procédure des Deux Mois en févrigr 1983.
Les Comites/na i-aprés se sont prononcés explicitement en faveur de la
publication;

Japon
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni
Suéde

Suisse

Hongrie Union des Républiques Socialistes
Italie Soviétiques

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systtme CEI d’assurance de la qualit¢é des composants électroniques

(IECQ).

Autres publications de la C E I citées dans la présente norme:

Publications n®  63: Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.
115-1: Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques,
Premiére partie: Spécification générique.
115-6: Sixiéme partie: Spécification intermédiaire: Réseaux de résistances fixes a résistances mesu-
rables individuellement.
410: Plans et régles d’échantillonnage pour les contrdles par attributs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
Part 6: Blank detail specification:
Fixed resistor networks with individually measurable resistors,
of either different resistance values or different rated dissipations

Assessment level E

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Techni i which all
thg National Committees having a special interest therein are represented, express, ag'nes brnational
copsensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are acgéptethby\the ittees in that
sefise.

3) In|order to promote international unification, the I E C expresses the w at'g ati uid adopt
the text of the I E C recommendation for their national rules in so far as national i i ivergence

begween the I E C recommendation and the corresponding natiopd ) S indicated
in|the latter.

This standard has been prepared by IE i i . 40: itprs and
Resistors for Electronic Equipment.
a result

of this latter meeting, 4 Central Office)511, was submitted to the
Natjonal Committees. for g S ix Months’ Rule in October 1981.

A 1e1) e Cemtral Office)S59, were submitted to the National
Conpmittees f ‘ ths’ Procedure in February 1983.

The Nationa \ he owing countries voted explicitly in favour of publi-

catign:

Romania

South Africa (Republic of)

Spain

Sweden

Switzerland

Union of Soviet Socialist
Ay Republics

Netherlands United Kingdom

New Zealand United States of America

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the I E C Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other I E C publications quoted in this standard:

Publications Nos. 63: Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.
115-1: Fixed Resistors for Use in Electronic Equipment,
Part 1: Generic Specification.
115-6: Part 6: Sectional Specification: Fixed Resistor Networks with Individually Measurable
Resistors.
410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
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RESISTANCES FIXES
UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
_ Sixiéme partie: Spécification particuliére-cadre:
Réseaux de résistances fixes, mesurables individuellement, de différentes
valeurs de résistance ou de dissipation nominale

Niveau d’assurance E

INTRODUCTION

Spécification particuliére-cadre

Une spécification particuliére-cadre est un document, complémentai ¢ tion inter-
mjédiaire, comprenant les régles concernant le style, la présentation\e nimal des

spécifications particuliéres. Les spécifications particuliéres ne fépondant a oes régles ne sont
pas considérées conformes aux spécifications de la C E1 et ng doivenypa e de bes comme
tlles.

Le contenu du paragraphe 1.4 de la spécification iptermeédiai it & e lors de la
préparation des spécifications particulicres.

Les numéros placés entre crochets dans cre e orrespondent aux informations
. NS

1

e Norma-

htes autres

h peut étre

Note. — Loxsque le réseau de résistance n’est pas congu pour étre utilisé sur des cartes imprimées,
clairement établi 4 cet emplacement dans la spécification particuliére. _
[8] Croquis avec Ies principales dimensions, importanies pour I'inierchangeabilite, et/ou réfé-
rences correspondant aux documents nationaux ou internationaux appropriés. Au choix, ce
croquis peut étre donné dans une annexe a la spécification particuliére.

cela doit étre

[9] Utilisation ou ensemble d’utilisations couvertes et/ou niveau d’assurance.

Note. — Le(s) niveau(x) d’assurance utilisé(s) dans une spécification particuliére doit (doivent) étre choisi(s) dans la
spécification intermédiaire, paragraphe 3.3.3. Ceci implique qu’une spécification particulicre-cadre peut
étre utilisée en combinaison avec plusieurs niveaux d’assurance pourvu que le groupement des essais ne
change pas.

{10] Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la comparaison entre les
divers types de réseaux.
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FIXED RESISTORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
Part 6: Blank detail specification:
Fixed resistor networks with individually measurable resistors,
of either different resistance values or different rated dissipations

Assessment level E

INTRODUCTION

Blank detail specification

A

contg
speci]

ance

In

Th

shall

(1]
(2]

(3]
[4]

Ideni

(5]
(6]

(7]

(8]

&

The number_and
The 1 E C@b

in the detail specification in this position.

ipn and

Detail
hccord-

ctional

lization

nd any

fnal pin
e detail

INhe resistor network is not designed for use in printed board applications, this shall be clegrly stated

5 4 - . . . . 1 o o <, 1 PRI
ULHIC UTdWIIE Wll.'Il IIialil dllIlCllblUIlb Wlllbh 4lT Ol ITHPOIaCT 101 HIICICIHAITETA DI

and/or

reference to the national or international documents for outlines. Alternatively, this drawing

may be given in an appendix to the detail specification.

Application or group of applications covered and/or assessment level.

Note. — The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be selected from the sectional specification,

Sub-clause 3.3.3. This implies that one blank detail specification may be used in combination wi
assessment levels, provided the grouping of the tests does not change.

th several

[10] Reference data on the most important properties, to allow comparison between the various

resistor network types.
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(1 CEI 115-6-2-XXX 21
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE CEI 115-6-2 [4]
CONTROLEE CONFORMEMENT A:

{31

RESEAUX DE RESISTANCES

FIXES, MESURABLES INDIVI-
DUELLEMENT, DE DIFFERENTES [5]
Croquis d’encombrement: (voir tableau I) VALEURS DE RESISTANCE OU DE

(Projecfion: Methode du ... dicdre) U'ISSTPKTI'U?W
[8] N
AN

% RS
ées isolée: 7
NS

Niveau(x) d’assurance: E 9]
(D’autfes formes sont permises a
I'intérigur des dimensions données) asse de stabilité: . .. %

{10
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i}

IE C 115-6-2-XXX

(2l

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

B3]

IEC 115-6-2

4]

FIXED RESISTOR NETWORKS WITH

Outline drawing: (see Table I)

INDIVIDUALLY MEASURABLE
RESISTORS OF DIFFERENT
RESISTANCE VALUES OR

(... angle[projection)

8]

(Other shzlpes are permitted within
the dimengions given)

0]

TR o
AN

6]

R
e

7

Insulated/
N

Stability class: ...%

[9]

>

Q

onents qualified to this
ified Products List.

(10]
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SECTION UN — CARACTERISTIQUES GENERALES

1. Caractéristiques générales

1.1 Méthode(s) de montage recommandeée(s) (a introduire)

(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 115-6 de la CEI.)

1.2 Dimensions et caractéristigues nominales

TABLEAU [
Dissipation nominale Tension d’isolement Dimensions
. du reseau a entre les elements
Modéle 70 °C si applicable
W)

Toutes les dimensions sont en millimétres ou en inches et millimétres.

PRARKS
NN\

1.2.1 Caractéristiques des éléments de résistance

1.2.8 y*Réductibn de la dissipation

I.a dissipation des résistances couvertes par cette spécification ne doit pas
valeurs indiquées par la courbe ci-aprés:

(Introduire la courbe approprice
dans la spécification particuliére)

Note. — Voir également paragraphe 2.2.3 de la spécification intermédiaire.

Résis- Tolé- Dissipation Insta- Insta-
Eléments rance nominale bilité, bilité,
tance . .
de . sur la essais de essais de
Py nomi- L.
résis- résis- longue courte
nale ; ,
tance Q) tance durée durée
(%) (% +Q) (% +Q)
R,
R
2 C .
Re AN
|l \//\\ A
duyréseau
atique. —/—/-
sion atmosphérique 8,5 kPa (85 mbar

dépasser les
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SECTION ONE — GENERAL DATA
1. General data

1.1  Recommended method(s) of mounting (to be inserted)

(See Sub-clause 1.4.2 of I E C Publication 115-6.)

1.2 Dimensions, ratings and characteristics

TaBLE 1
- Rated network Isolation voltage Dimensions
dissipation between elements
Style at 70 °C (if applicable) \(
W) \% (

All dinjensions are in millimetres or inches and millimetres.

AR
N

1.2.1 | Ratings and characteristics of the resistor elem%

Rated

Rated Resist- element Stab- Stab-
. ance . ility ility
. resist- dissi-
Resigtors toler- - long-term | shorjt-term
ance pation
Q) ance at 70 °C test test
(%) W) (% +Q) (%l+Q)

R} \
R, RN

<

N
R AN

2N\

1.2.2

/-
8.5 kPa (85 mbar)

1.2.3 | Derating

R ot Ph J FOS P 2 £5 43 e o tad canaed: 4 tha £-11 145 .
INUSISTOUTSCOUVUINU Oy UHOS SPlInGCatiU arit Ul IiattU—atlOTUTIT E U R TOnNOWInE Ul ve:

(A suitable curve to be included
in the detail specification)

Note. — See also Sub-clause 2.2.3 of the sectional specification.
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1.3 Documents de référence

Spécification générique: Publication 115-1 (1982) de la C E I: Résistances fixes uti-
lisées dans les équipements électroniques. Premiére partie:

Spécification générique.

Spécification intermédiaire: Publication 115-6 (1983) de la C E I: Sixiéme partie: Spéci-
fication intermédiaire: Réseaux de résistances fixes a résis-

tances mesurables individuellement.

1.4 Marquage

Le marquage du composant et de son emballage doit étre conforme aux exigences du

paragraphe 1.5 de la Publication 115-6 de la CE1.

la spécification particuliére.

1.5 Renseignements pour la commande

a) Résistances nominales des éléments.
b) Tolérance sur la résistance nominale.
¢) Numéro et édition de la spécificati

1.6 Rapports certifiés de lots aceepté

Requis/non requis.

E en entier dans

iyent contenir

1.7 Informations cg ] taires prises en considération pour les conitréles)

1.8 Exigences pw

spéciﬁ;\;alio g
S

DEUX — EXIGENCES POUR LE CONTROLE

2. Exigén pour le contrdle

21 Procédures

ices dans la

a est indispen-

2.1.1 — Pour I'homologation la procédure doit étre conforme au paragraphe 3.2 de la spécifi-

cation intermédiaire, Publication 115-6 de la CE 1.

2.1.2 — Pour le contrdle de la conformité de la qualité, le programme d’essais, comprenant
I’échantillonnage, la périodicite, les sévérités et les exigences est donné au tableau II. La
formation des lots de contrdle est régie par le paragraphe 3.3.1 de la spécification

intermédiaire.

Note. — Lorsqu’un séchage est spécifié, la méthode I du paragraphe 4.3 de la spécification générique, Publication

115-1 de la C E 1, doit étre utilisée.
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1.3 Related documents

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1
2.1.1

2.1.2

Generic Specification: I E C Publication 115-1 (1982): Fixed Resistors for use in Elec-

tronic Equipment. Part 1: Generic Specification.

Sectional Specification: IE C Publication 115-6 (1983): Part 6: Sectional Specification:
Fixed Resistor Networks with Individually Measurable

Resistors.

Marking

The marking of the components and packing shall be in accordance with the requirements

of 1 E C Publication 115-6. Sub-clause 1.5.

Note. — The details of the marking of the component and packing shall be given i
cation.

Ordering information

Orders for resistor networks covered by this specification
form, the following minimum information:

a) Rated element resistances.
b) Tolerance on rated resistance.
c) Number and issue number reference of

Certified records of released lots

Required/not required.

Additional informatig

nspection

Procedures

if specifi-

coded

and|or

— For Qualification Approval the procedure shall be in accordance with the Sectional

Specification, 1 E C Publication 115-6, Sub-clause 3.2.

— For Quality Conformance Inspection, the test schedule (Table II) includes sampling,
periodicity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by

Sub-clause 3.3.1 of the Sectional Specification.

Note. — When drying is called for, Procedure 1 of Sub-clause 4.3 of the Generic Specification, I E C Publication

115-1, shall be used.
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Notes 1. — Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient a la spécification générique des
résistances fixes: Publication 115-1 de la C E I; cependant les exigences concernant les variations de résistance
sont a choisir dans les tableaux ! et II de la spécification intermédiaire.

2. — Les niveaux de controle et les NQA sont extraits de la Publication 410 de la CEI:
d’échantillonnage pour les contréles par attributs.
3. — Dans ce tableau:
p = périodicité (en mois)
n = effectif de I’échantillon
c = critére d’acceptation (nombre admissible de défectueux)
D = destructif
ND = non destructif
NC = niveau de contrdle o
NQA = niveau de qualité acceptable } Publication 410 de la CE 1

Plans et régles

pérature de la résistance

résistances de coefficient de
température nominal inférieur
a 450 - 10-6/°C. Neffectuer
qu’un cycle: 20 °C/70 °C/20 °C

i N
Numéro de paragraphe . .. N ggnces
et essai ou Conditions d’essai v01r ote 1)
(voir note 1) ND (voir note 1)
(vor_nyte
Contréle du groupe A \/
(lot par lot) \x\
Sous-groupe Al ND S- 0%
4.4.1 Examen visuel \ Selon 4.4.1
Marquage lisible et selon
1.4 de la prgsente spécifi-
/\ cation
Sous-groupe A2 ND K/T S-4 11,0%
4.4.2 Dimensions (au Selon tableau |l de la pré-
calibre) sente specification
4.5 Résistance : ‘: Selon 4.5.2
Contrdle du groupe B <
(lot par lot)
Sous-groupe Bl S-3 11,0%
4.7 Tensigh de ten Pas de claquape, ni de
(réseaux 68" sgu contournemgnt
lement) /\
Sous-groupeB2 \K—J S-3 12,5%
ans vieillissement Bon étamage fnis en- évi-
Méthode : dence par Ifcoulement
U libre de I'alliage avec un
mouillage cpnvenable des
sorties ou, §elon le cas,
temps de squdage (. . .s)
4.19 Varwpides 6, = température minimale de
de-température catégorie
By = température maximale de
catégorie
Examen visuel Pas de dommage visible
Résistance AR < +(...%R + ...9Q)
Sous-groupe B3 ND S-3 12,5%
4.8.4.2 Coefficient de tem- Cet essai ne s’applique qu’aux 10-6/°C



https://iecnorm.com/api/?name=1fa3ea60da1f75974176eefb4eb11c93

115-6-2 © 1 EC 1983 — 13 —
TasLE 1I
Notes 1. — Sub-clause numbers of tests and performance requirements refer to the Generic Specification, I E C Publi-

cation 115-1, except for resistance change requirements, which shall be selected from the Tables I and IT of
the sectional specification, as appropriate.

2. — Inspection Levels and AQL’s are selected from I E C Publication 410: Sampling Plans and Procedures for
Inspection by Attributes.

3. — In this table:

periodicity (in months)

acceptance criterion (permitted number of defectives)

p =

n = sample size

C =

D = destructive

ND = non-destructive

IL = inspection level

AQL = acceptable quality level

} 1 E C Publication 410

N\

Sub-clause number
and Test
(see Note 1)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

A

See Wote

Performagte réquirements

Groyp A inspection
(lgt-by-lot)
Subgroup Al

4.4 Visual examination

N

in 4.4.1

\%gible marking and

specified in 1.4 off

specification

as
this

Subdgroup A2

44.1 Dimensions
(gpuging)

4.5 | Resistance

this specification
As in 4.5.2

As specified in Tabl

el of

Grogp B inspection
(1¢t-by-lot)

Subigroup Bl

1.0%

No breakdown or
flashover

.7 | Voltage pr@ Q
(Ipsulated net
only) /\ /\

4.8.4.2 Temperature
coefficient of resistance

This test is applicable
only when a temperature
coefficient of resistance
of less than 4350 - 10-6/°C
is claimed. One cycle of 20 °C
to 70 °C to 20 °C only

Sublgroup B2 \m) S3 [2.5%
4.17 i Withotut ageing Good tinning as evidenced
thod: . .. by free flowing of the
solder with wettirlg of the
terminations or s¢lder
shall flow within|..s,
as applicable
4.19 Rapid CM 0, = Lower category
température temperature
6 = Upper category
temperature
Visual examination No visible damage
Resistance AR € (.. %R+ ...Q)
Sub-group B3 ND S-3 12.5%

a: ... 10%/°C
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Effectif de
P’échantillon
Numeroecti;i:iragraphe 31 Conditions d’essai d’;;czn:;ieon Exigences
(voir note 1) ND (voir note 1) (voir rll)ote 3) (voir note 1)
pinljec
Contrdle du groupe C
(périodique)
Sous-groupe C14 D 3 5

Moitié de I’échantillon du
Sous-groupe Ct

4.16 Robustesse des

Voir 2.3.9 de la spécification

sorties intermédiaire
Examen visuel E visible
Résistance +...Q
§.18 Résistance a la cha- Méthode: ...
chaleur de soudage Examen visuel visible
Résistance +...Q)
.8 Variation de Température minimale
résistance en fonction de catégorie/20 °C \\\\
de la température \ Gu o ... 104eC
20 °C/température maxifnale \ AR <+...%
de catégorie R
A~ AN D ou @ 104°C
.13 Surcharge Voir la\spécifisation j
Pas de dommagp visible
Marquage lisibl
AR < +(...%R+...Q)
| DR VAN NI I O St
Sous-groupe C1B D 3 5
Autre moitié de
l’échantill
Sous-groupa &
jati 4 pérature minimale
\ de catégorie
< température maximale
de catégorie
Examen visuel Pas de dommage visible
Résistance AR < +(...%R+...Q)
Méthode de montage:
voir 1.1 de cette spécification
Procédure B4
Gamme de fréquences:
10 Hz 4 500 Hz

Amplitude: 0,75 mm ou
accélération 98 m/s* (la moins
sévere des deux valeurs)

Durée totale: 6 h
Examen visuel
Résistance

Pas de dommage visible
AR < +(...%R+...Q)
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Sample size
and criterion

Half of the sample of

Sub-c;igs%gsgmber (I))r Conditions of test Ofa?)(i:l‘i:f ;’t- Performance requirements
(see Note 1) ND (see Note 1) (see Note 3) (see Note 1)
p|lnlec
Group C inspection
(periodic)
Sub-group ClA4 D 315

Sub-group Cl
4.16 Robustness of See 2.3.9 of the sectional
termigations speetfieation
Visual examination
Resistance
4.18 Rlesistance to Method: . ..
soldeqing heat Visual examination V\
Resistance ,\<
4.8 Vafiation of Lower category Lé x
resistgnce with temperature/20 °C \
tempdgrature \
20 °C/upper category \
temperature S
(\ 1 or e 10¢C
4.13  Qverload See 2.3.4 of the ional V
specificatio
> No visible damage
Legible marking
AR < +(...%R+...[)
Sub-groyp CI1B ‘E}’ 315
Other hhlf of the Q
sample of
Sub-group CI \
4.19 apid change 8, < _Lower Lategory temperature
tempgrature
6y =\Upper category temperature
Visual examination No visible damage
Resistance AR < +(...%R+...Q)
4.22  V]ibration Method of mounting:
see 1.1 of this specification
Procedure B4
Fl&\iucllk«‘y lallsb.
10 Hz to 500 Hz
Amplitude: 0.75 mm or
acceleration 98 m/s?
(whichever is the less severe)
Total duration: 6 h
Visual examination No visible damage
Resistance AR < +(...%R+...Q)
Fmmmm e - e -t~ -
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